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  روش هاي نوين آناليزفارسي:  2 تعداد واحد: نظري □دكتري  □كارشناسي ارشدمقطع: كارشناسي

 نام درس
 Modern Analytical Methods لاتين: نيازها:نيازها و همپيش

 حبيب اله زاده مدرس/مدرسين: 3383شماره تلفن اتاق:
 منزلگاه اينترنتي:

http://ahabibolahzadeh.profile.semnan.ac.ir/  
 ahabibolahzadeh@semnan.ac.irپست الكترونيكي:

 ساعت 2  برنامه تدريس در هفته و شماره كلاس:
  روشهاي آناليز دستگاهياهداف درس: آشنايي با 

 تخته سفيدامكانات آموزشي مورد نياز: 
 نحوه ارزشيابي هاي كلاسي و آموزشيفعاليت ارزشيابي مستمر(كوئيز) ترمامتحان ميان ترمامتحان پايان

نمره حضور و غياب + امتيازهاي كلاسي به 1  نمره 3   نمره16
  20نمره از   ميزان نامحدود

Electron Microscopy and Analysis, Goodhew and Humphreys 
Elements in x ray diffraction, Cullity 

 
 منابع و مآخذ درس

 

بندي درسبودجه  

شماره هفته  مبحث توضيحات
 آموزشي

 1  آناليز شيمي تر، مقايسه عملكرد ميكروسكوپ نوري والكتروني-مقدمه؛ آناليز دستگاهي  
ميكروسكوپ الكتروني روبشي؛ ساختمان ميكروسكوپ، انواع و عملكرد تفنگ الكتروني، انواع و عملكرد   

  لنزها 
2 

 3  الكترون، واكنش الاستيك و غيرالاستيك -ميكروسكوپ الكتروني روبشي؛ برهم كنش ماده  
 4  الكترون، انواع واكنش غيرالاستيك -ميكروسكوپ الكتروني روبشي؛ برهم كنش ماده  

 5  ميكروسكوپ الكتروني روبشي؛ تصويرگيري با الكترون برگشتي و الكترون ثانويه  كوئيز
 و   EDXميكروسكوپ الكتروني روبشي؛ اشعه ايكس مشخصه و اشعه ايكس ترمزي، آشكارسازهاي   

WDXتفسير اطلاعات حاصل ، 
6 

 7  ، پديده كاتدولومينسسالكترون اوژه آناليزهاي نقطه اي، خطي و صفحه اي، ميكروسكوپ الكتروني روبشي؛  
 8  مبتني بر استفاده از اشعه ايكسمقدمه اي بر اشعه ايكس، نحوه توليد، دستگاه هاي   

 9  رمي اشعه ايكس، تكفام كردن اشعه ايكس، پراش اشعه ايكس، قانون براگ، منوكروماتورججذب خطي و   كوئيز
 10    پراش سنجي اشعه ايكس؛ ساختمان دستگاه، آماده سازي نمونه، نمودار پراش اشعه ايكس  
 11  ، انديس گذاري نمودارآزمايش پراشپراش سنجي اشعه ايكس؛ تفسير اطلاعات حاصل از   
 12  ، آناليز كمّيپراش سنجي اشعه ايكس؛ عوامل موثر بر شدت و محل پيك هاي نمودار پراش  
 13  پراش سنجي اشعه ايكس؛ انواع اطلاعات حاصل از روش پراش سنجي، اثر نوع آند بر نتايج  ئيزكو
 14  دستگاه، اطلاعات حاصل از دستگاهاشعه ايكس فلوئورسانس؛ ساختمان دستگاه كاركرد   
 15  فتوالكترون با اشعه ايكس؛ ساختمان دستگاه كاركرد دستگاه، اطلاعات حاصل از دستگاه  
  ICP-AES 16  و كوانتومتري 

 


